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1、 任务来源及计划要求

1.任务来源

本标准是由2012年5月8日至5月11日在江苏省苏州市召开的半导体材料标准讨论会中下达的行业标准修订任务，要求负责起草的行业标准《高纯三氧化二镓化学分析方法 原子发射光谱法测定杂质含量》调整为《高纯三氧化二镓化学分析方法 电感耦合等离子质谱法测定杂质含量》，要求在2012年6月30日前完成。

2.制定单位概况

东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司经过四十多年的建设和发展，现资产总额达30多亿元，已形成硅材料(多晶硅、单晶硅、硅片)、高(超)纯金属材料、化合物半导体材料及高纯气体、高纯试剂等4大产品系列，产品品种及规格达650多个。目前主要产品年生产能力已达到：多晶硅2200吨，单晶硅600吨、硅片3600万片、高纯金属65吨，是全国最大的多晶硅和高纯金属生产供应商，也是目前国内少数几个能独立生产全系列半导体材料和太阳能级硅材料的生产厂家之一。在检验检测方面拥有辉光放电质谱仪(GD-MS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES)、低温傅里叶变换红外光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度仪、极谱仪、硅片分选测量一体机、少子寿命测试仪等大型检测设备及多种微量便携式检测设备，产品分析检测体系完善，具备完成多种高纯元素分析检测能力，并多次主持和参与国家及行业标准的制定和修改。

2、 编制过程

1.分析方法标准编制原则

制定高纯三氧化二镓化学分析标准一方面应满足现行产品标准技术参数检测需要，正确反映我国高纯材料生产的实际质量水平，另一方面应考虑我国现阶段分析检测水平的实际和世界先进技术发展趋势，正确兼顾技术先进性、经济合理性的统一。

2.主要工作过程和工作内容

2012年5月接到任务之后，东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司检验检测中心技术组根据标准在制定过程中遵循的原则，为保证标准制定工作质量，进行了如下分工：

· 调研现有的高纯材料分析方法概况；

· 方法研究，编写实验报告。

由于技术组成员在前期已经开展高纯材料方面的方法研究，据以往经验及资料收集情况已经基本确定采用先进的电感耦合等离子质谱法分析高纯三氧化二镓，该技术具有极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、精密度高、分析速度快、可提供同位素分析的优势。在实验基础上，进一步确定了方法标准的技术要求、仪器参数等，于2012年6月底完成了实验报告，及标准征求意见稿。

3、 标准制定的主要内容与论据

1.杂质检测方法的确定

确定了采用先进的电感耦合等离子质谱仪来完成高纯三氧化二镓的分析检测。该技术是20世纪80年代发展起来的一种新的微量（10-6）、痕量(10-9)和超痕量（10-12）元素分析技术。可测定元素周期表中大部分元素，极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、精密度高、分析速度快、可提供同位素分析。

2.化学成分及测定范围

该标准适用于高纯三氧化二镓中15种元素的测定，可满足99.9999%高纯三氧化二镓的检测。

测定范围：电感耦合等离子质谱仪极低的检出限、极宽的动态线性范围的分析技术，可完成高纯三氧化二镓中微量杂质的测定。

3.标准主要技术内容

本标准参照行业标准YS/T742-2010《氧化镓化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法》，按照GB/1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写，形成《高纯三氧化二镓化学分析方法 电感耦合等离子质谱法测定杂质含量》的新标准。

4、 主要技术参数说明

4.1分析样品的制备。样品经消解、稀释成均匀的液体样。

4.2 ICP-MS仪器参数。本标准起草单位所使用的仪器型号为安捷伦科技生产的ICP-MS7500cs。在样品上机测试之前按要求调试各参数使仪器达到最佳状态。

4.3待测元素质量数的选择及测定模式的确定。（见表1）

表1：待测元素质量数及测定模式

	元素
	质量数
	测定模式
	元素
	质量数
	测定模式

	Na
	23
	Cool
	Sn
	118
	Ng

	Mg
	24
	Cool
	In
	115
	Ng

	Ca
	43
	He
	Zn
	64
	Ng

	Cr
	52
	Cool
	Cu
	63
	Ng

	Co
	59
	Cool
	Ni
	58
	Cool

	V
	51
	Ng
	Cr
	52
	Cool

	Ti
	47
	Ng
	Pb
	208
	Ng

	Mn
	55
	Cool
	
	
	


注：上述元素检测采用的质量数及测定模式适用于安捷伦公司的ICP-MS7500cs.

5、 验证的情况与结果

6、 与国内外同类标准水平的对比分析

根据所掌握的信息资料，本标准已经达到了国际先进水平。

7、 与现行标准的关系

本标准替代了现行标准《高纯三氧化二镓化学分析方法 原子发射光谱法测定杂质含量》。

8、 实施标准的要求和措施的建议

9、 其他要说明的事项

无

10、 参考文件清单

【1】YS/T742-2010《氧化镓化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法》

【2】GB/1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》


